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Le microscope électronique a balayage (MEB), ou Scanning Electron Microscope
(SEM) en anglais, est une technique d’imagerie puissante permettant d’obtenir
des images haute résolution de la surface d’un échantillon. Contrairement au
microscope optique, le MEB utilise un faisceau d’électrons focalisé plutét que
de la lumiere visible, ce qui permet d’atteindre des résolutions de Uordre de
quelques nanometres. Le MEB est largement utilisé dans les domaines des
sciences des matériaux, de la physique, de la chimie, de la biologie et de
Uingénierie pour analyser la morphologie, la texture et la composition des
échantillons.

Faisceau
d'électrons
primaires

Canon a
électrons

Electrons Electrons
rétrodiffusés secondaires
Anode

Electrons (accélérateur)

d’'Auger

Rayons X
Faisceaux

d'électrons

Détecteur

Lentilles
magnétiques

Echantillon

Schéma du fonctionnement d’un microscope électronique a
balayage

Le principe repose sur Uinteraction d’un faisceau d’électrons primaires focalisé
avec la surface de Uéchantillon. Lorsque les électrons incidents frappent
’échantillon, plusieurs signaux sont générés : les électrons secondaires
(fournissant des informations topographiques), les électrons rétrodiffusés
(informations de contraste lié au numéro atomique), et les rayons X
caractéristiques (permettant Uanalyse élémentaire avec un détecteur EDS/EDX).
Le balayage du faisceau ligne par ligne, couplé a la détection de ces signaux,
permet de reconstruire une image de la surface avec un fort contraste et une
grande profondeur de champ.
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